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1. はじめに 

X 線光電子分光法（XPS）は、物質に X 線を照射し、

光電効果によって発生する光電子のエネルギーを分析

して、物質表面の元素組成や化学状態を非破壊的に知

ることができる手法である。物質との相互作用が大き

い電子を検出対象とするため、真空中において測定を

行うことが不可欠であるが、入射光のエネルギーを変

えることなく多様な元素を高感度に検出できるという

優れた特徴から、触媒・電気化学をはじめとした様々

な界面反応への応用がなされてきた。 

我々は、汎用的な Al-Kα 線を装備した実験室型 XPS

装置を基盤として、液体はもとより、電圧印加状態に

おける固液および固固界面観察を実現する計測システ

ムを構築している。 

具体的には Fig. 1 のように、厚さ 10 nm オーダーの

薄膜を真空と液体を隔てる壁、X 線と光電子の透過窓

として利用する「環境セル」を作製して、液体および

液体／薄膜界面で発生する光電子を薄膜を透かして検

出するという配置において、液体や固液界面を対象と

した XPS 測定を実現している 1-4。 

  

また、固体電解質表面上に種々の電極層を気相析出

させた薄膜型全固体電池を対象とした反応解析も行っ

ている。Fig. 2 のように、全固体電池を大気非暴露で

測定システムに導入して、外部から電圧を印加して充

放電状態を制御しながら XPS 測定を行い、反応生成物

および副生成物を動的に観察することによって、反応

機構の解明を試みている 5, 6。 

 
Fig. 2. 全固体電池のその場観察の模式図． 

 

こうした実験室型装置を基盤とした計測システムの

開発と応用事例について詳細に報告する。 
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Fig. 1. 液体試料および

固液界面反応を対象と

したその場 XPS 測定の

模式図． 
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